CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACI VISION 2020)

I. Identificadores de la asighatura

Instituto: HnT Modalidad: Presencial
Departamento: Fisica y Mateméticas

Créditos: 8

Espectroscopia

Materia: electrénicas
Programa: Maestria en Ciencias de los Materiales Caracter: Optativa
Clave: DCMO003000

Tipo: Taller
Nivel: Avanzado
Horas: 64 Totales Teoria: 90% Préactica: 10%
Il. Ubicacién
Antecedentes: Clave N/A
N/A
Consecuente:
N/A
Ill. Antecedentes

Conocimientos: Conceptos basicos de fisica de superficies-interfaces y estado sélido.

Habilidades: Panorama amplio de la mecénica cuantica, asi como la técnica de XPS y ARXPS.

Actitudes y valores: Honestidad académica, autocritica, responsabilidad, respeto, conciencia
ambiental y disposicion para el aprendizaje.




IV. Propésitos Generales

Que los estudiantes adquieran los conocimientos basicos de superficies e interfaces de
materiales para entender su estabilidad térmica, reacciones quimicas al equilibrio, control de
estructura, oxidacién de especies quimicas.

V. Compromisos formativos

Intelectual: El estudiante adquirird los conocimientos elementales de superficies e interfaces de
materiales como nanopeliculas o nanoparticulas. De esta forma contara con los conocimientos
y habilidades para manipular el procesamiento de los materiales y el control de la estructura de
los mismos.

Humano:. El estudiante sea capaz de manipular y controlar la estructura de los materiales de
una manera responsable y con conciencia ambiental.

Social: El estudiante se integre a la sociedad como un especialista en el &rea de ciencia de
materiales

Profesional: El estudiante incorporara a su formacion la habilidad para controlar y manipular las
fases y estructuras presentes en un material durante su procesamiento.

VI. Condiciones de operacion

Espacio: Aula tradicional

Procesamiento
Laboratorio: materiales Mobiliario: Mesas y sillas

Poblacion: 5-10




Material de uso frecuente:

A) Pizarrén

B) Proyector

C) Carfion y computadora
portatil

Condiciones especiales: N/A

VIIl. Contenidos y tiempos estimados

Temas | Contenidos | Actividades

I. Introduccidn al Estado Sélido

Tema | El concepto de fisica del estado Exposicion
Fudamentos de sélido Ejercicio en equipo

estado sélido

1 sesién (4 horas) Indices de miller

Estructura cristalina ideales y
reales
Celda unitaria

Tema | Sistemas cristalinos

Cr'I_Stafl'nolg Redes puntuales o espaciales
policristalino y Estudios de las 14 redes de bravais
amorfo

1 sesién (4 horas)

Video
Exposicion
Mesa redonda

Il. Introduccidn a la mecanica cuantica

Tema lll Particulas y ondas
Electrones y Efecto fotoeléctrico
fotones Rayos X

2 sesion (8 horas) | Absorcién de fotones
Naturaleza ondulatoria de las
particulas

Experimento Rutherford
Modelo de Borh

Exposicion
Ejercicios individuales

Discusioén de resultados

Tema IV El &tomo

Ecuacién de Ecuacién de Schrédinger
Schrdédinger Radiacién de cuerpo negro
2 sesiones (8 Ecuacién de Schrédinger
horas) dependiendo del tiempo

Hamiltoniano

Exposicion
Ejercicios individuales
Caso de estudio

Discusioén de resultados

lll. Quimica de superficies

TemaV Tratamientos térmicos de
Analisis de superficies
superficies Pasivado de superficies

Video
Exposicion
Ejercicios por equipo




1 sesién (4 horas)

Quimica selectiva en superficies
Defectos de quimica de superficies

Discusioén de resultados

IV. XPS
Tema VI Ecuacién de Einstein Video
Fundamentos de | Energia cinética Exposicion

XPS
1 sesion (4 horas)

Energia de enlace

Interpretacion de espectros
Manipulacién de equipo de ultra
alto vacio

Ejercicios individuales
Discusién de resultados

V. ARXPS

Tema VI Calculo de espesores Video

Célculos de Calculo de composicién Exposicion
estructura Estructura de peliculas Ejercicio por equipo

1 sesiéon (4 horas)

Analisis de dispositivos con
nanopeliculas

Discusioén de resultados

Tema VI Corrimientos de espectroscopia Video

Corrimientos en Intensidad de diferentes Exposicion

XPS materiales Debate

1 sesion (4 horas) | Tratamiento de muestras

VI. Analisis de datos: Interpretacién de datos XPS

Tema IX Andlisis general de datos XPS Exposicion

XPS Ejercicio por equipo

1 sesién (4 horas)

Discusion de resultados

VII. Andlisis de datos:

Interpretacion de datos ARXPS

Tema X
Andlisis de
materiales
componentes

1 sesion (4 horas)

Oxidacion de superficies
Cambio en las interfaces
Localizacion de materiales en las
nanopeliculas

Video

Exposicion

Ejercicio por equipo
Discusion de resultados

Tema Xl

Andlisis de datos
de XPS

1 sesién (4 horas)

Tratamiento de datos
Identificacién de datos erréneos

Video

Exposicion

Ejercicio por equipo
Discusion de resultados

Tema XII
Comprobacion de
datos

1 sesién (4 horas)

Complementacién con otras
técnicas

Corroboracion de espesores y
composicion

Video

Exposicion

Préactica de laboratorio
Discusién de resultados

VIII. Calculos de sistemas complejos por XPS y ARXPS

Tema XIlI
Caracterizacion de
XPS

1 sesion (4 horas)

Anilisis de modelos MLM
Caracterizacion de XPS

Eje de rotacion con ARXPS
Andlisis de los ejes en ARXPS

Exposicion

Uso de software
Practica de laboratorio
Discusioén de resultados




VIIIl. Metodologia y estrategias didacticas

Metodologia Institucional:

a) Elaboracién de ensayos, monografias e investigaciones (segun el nivel) consultando
fuentes bibliograficas, hemerograficas y en Internet.
b) Elaboracion de reportes de todos los ejercicios y practicas del curso.

c) Aplicacién de exdmenes parciales

Estrategias del Modelo UACJ Vision 2020 recomendadas para el curso:

a) aproximacién empirica a la realidad

b) busqueda, organizacion y recuperacion de informacién
€) comunicacién horizontal

d) descubrimiento

€) ejecucién-ejercitacion

f) eleccion, decisién

g) evaluacion

h) experimentacion

i) extrapolacion y trasferencia

i) internalizacion

k) investigacion

) meta cognitivas

m) planeacion, prevision y anticipacion

n) problematizacion

0) proceso de pensamiento logico y critico

p) procesos de pensamiento creativo divergente y lateral
g) procesamiento, apropiacion-construccion

r) significacién generalizacion

s) trabajo colaborativo

IX. Criterios de evaluacién y acreditacion

a) Institucionales de acreditacion:




Acreditacion minima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos

Pago de derechos

Calificacion ordinaria minima de 7.0

Permite examen Unico: no

b) Evaluacion del curso

Acreditacion de los temas mediante los siguientes porcentajes:

Examen Parcial temas 1,2y 3 15%

Examen Parcial tema 4,5y 6 15%

Examen Parcial tema 7y 8 15%

Reportes escritos 40%

Exposicién de un tema de investigacién 15%

Total 100 %
X. Bibliografia

D. Briggs, M.P. Seah (Eds.),
Practical Surface Analysis by Auger and X-ray Photoelectron
Spectroscopy,
Wiley, Chichester, 1983

Kittel
Solid State Physics

N. W. Ascrofth, N. D. Mermin
Solid State Physics
Cornell University

V. Acosta, C. L. Cowan, B.J. Graham
Curso de fisica moderna




Harla

Pat L. Mangonon

Ciencia de los materiales (Seleccidén y diserfio)

Prentice Hall

Nota: Revisar la bibliografia obligatoriay complementaria, asi como citar adecuadamente
seglin sea el caso de libros, revistas, paginas electrénicas, compilaciones, libros
electronicos, etc.

X. Perfil deseable del docente

Doctorado en Ciencia de los Materiales o a fin.

Experiencia en investigacion en fisica y quimica de superficies-interfaces.

Xl. Institucionalizaciéon

Responsable del Departamento: Mtro. Natividad Nieto Saldafia
Coordinador/a del Programa: Dr. José Trinidad Elizalde Galindo
Fecha de elaboracion: 16 de Noviembre de 2012

Elabor6: Dr. Pierre Giovanni Mani Gonzalez

Fecha de redisefio:

Redisefo:




